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について述べた。最後に低ドーズシステムを統合的に制御するために作成したソフトウェアの詳細について述べた。 
 第５章では、低ドーズシステムを用いて、実際に TEM 観察を行った結果について述べた。最初に、一連の操作の
デモンストレーションについて述べた。次に、電子線損傷を受けやすいと知られている銅フタロシアニン薄膜とゼオ
ライトを試料として、実像での観察を行った結果について述べた。最後に本研究の今後の展望について述べた。 
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

















ドーズを従来の 1/20 以下に抑えられることを示し、電子損傷低減に極めて有効に機能することを述べている。 




 以上のように、本論文は TEM において電子線損傷を受けやすい試料を観察するためのシステムの開発について記
述したものであり、その成果は応用物理学、特に電子顕微鏡学の今後の発展に寄与するところが大きい。よって、本
論文は博士論文として価値があるものと認める。 
